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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号を伝送することができるように集積回路（ＩＣ）をボードに電気的に結合するため
のソケットであって、
　前記集積回路を受けるためのプラットフォームと、
　マウント及び前記マウントを中心としてピボット運動可能な関連するリンクを各々備え
る、複数の二部品コネクタ組立体と、
　　前記各マウントは、前記プラットフォームに保持され、関連する前記リンクに対向す
る横側に湾曲したキャビティを備え、
　　前記リンクは、上側に弓形接触面を含み、前記プラットフォームのスロットから隆起
し、前記リンクは、前記集積回路と転がり接触するように適合され、前記リンクは、前記
マウントの湾曲したキャビティ内に着座される丸みのある端部を有するロッカーアームを
含み、
　第１段階の圧縮応答及び第２段階の圧縮応答を有する、複数の前記リンクの下部で接触
して、かつ前記リンクを付勢するように配置される、細長いエラストマーと、
を備え、
前記集積回路と前記プラットフォームとの接触が、前記第１段階の圧縮応答から前記第２
段階の圧縮応答を通じて、前記リンクを前記細長いエラストマーの付勢に抗してピボット
運動させ、
　前記第１段階の圧縮応答及び前記第２段階の圧縮応答が前記細長いエラストマーの穴に
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よってもたらされる、
ソケット。
【請求項２】
　前記細長いエラストマーが、四角形であり、ウェッジ形支持体内に着座される、請求項
１に記載のソケット。
【請求項３】
　前記細長いエラストマーが、上方に丸みのある角部を有しており、ウェッジ形支持体か
ら延在する、請求項２に記載のソケット。
【請求項４】
　前記プラットフォームが、前記プラットフォームに前記マウントを取り込むために前記
マウントの角度のついた対向する面と係合する角度のついた側壁を含む、請求項１に記載
のソケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集積回路をＩＣ基板と電気的に接続するソケットに関する。より具体的には
、本発明は、ＩＣ被テストデバイス（ＤＵＴ）と１台のテスト機器又は他のフィクスチャ
のロードボードなどのボードとの確実な接続を達成する二部品コネクタのアレイを組み込
む、集積回路をテスト又は接続するのに用いられるようなソケットに向けられる。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路テスタデバイスは、チップの品質を製造ラインから離れてテスト及び評価する
のに半導体産業で長らく用いられてきた。信号完全性がチップ設計及びテストの重要な態
様である。この目的のために、集積回路の導線をその対応するロードボードパッドに相互
接続するコンタクトの導電部を通じて、インピーダンスを特定の所望のレベルに維持する
ことが望ましい。設計の有効インピーダンスはいくつかの因子の関数である。これらは、
導電パスの幅及び長さ、導電構造体が作製される材料、材料の厚さなどを含む。
【０００３】
　集積回路（ＩＣ）などのパッケージされた又は成形された半導体デバイスの電気的特性
をテストするときに、ＩＣをその性能を評価する機器、すなわちロードボードに固定及び
接続する、特化されたテストソケットを使用するのが一般的である。テストされるチップ
の集積回路の導線をテスタのロードボードに迅速に一時的に接続するための多くの異なる
テストソケットが考案されている。自動テスト装置は、特に、いくつかのこうしたソケッ
トを用いる。通常のソケット構成は、ＩＣの導線とロードボードとの間に位置するコンタ
クトにのしかかる力を用いて、コンタクトのプローブチップを変形させ、ロードボードに
パッドを係合させる。こうした構成は、ＤＵＴのピン又はコンタクトパッドとテスト装置
の対応する導線との間に確実な接続を提供する。このタイプの接続の例は、例えば、Ｒａ
ｔｈｂｕｒｎの米国特許第６，４０９，５２１号及びＳｈｅｒｒｙの米国特許第７，７３
７，７０８号で見出すことができ、この両方の教示及び内容は引用により本明細書に十分
に組み込まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　集積回路のテストのためにも又は基板上にこうした回路をマウントするためにも、適切
なソケットのようなコネクタが必要とされる。コスト、低い高さを有すること、及び電気
信号パスを短縮することなどの因子が、産業を従来技術のソケットの改善を絶えず追及す
ることに向かわせる。上記への解決策が、本発明の譲受人に譲渡された、Ｔｉｅｎｇｔｕ
ｍの米国特許第７，９１８，６６９号によって提供されており、その内容は引用により本
明細書に十分に組み込まれる。該デバイスの特徴は、コネクタの弾性付勢を提供する円筒
形エラストマーであり、これは、テストデバイスが被テストデバイス（ＤＵＴ）との有効
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な接触を確実に生じることを可能にした。しかしながら、この円筒形エラストマーは、す
ぐに摩耗し、複数回の使用後に変形し始め、その有効性が低下する。これは摩耗し始める
とねじれることがあり、さらなる摩耗につながり、弾力性を失うことになる。これは、特
定の条件下で信頼できる接触を生じるコネクタでの問題につながる。本発明は、こうした
問題に対処する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、好ましくは少なくとも１つの辺縁に沿って直線的に配列される一連のコンタ
クトパッド又は他の電気接続部を有する、集積回路のためのソケットであり、該ソケット
は、ＩＣを支持し、かつ、集積回路のコンタクトパッドと係合したときにコンタクトパッ
ドとプラットフォームよりも下の関連するフィクスチャのコンタクトとの電気接続を完成
させる複数のコネクタを収容する、プラットフォームを含む。ソケットのプラットフォー
ムは、対応する複数の電気コンタクトを位置合わせし、各スロットにつき１つを受け入れ
るための、複数の概して平行なスロットを有してもよい。各電気接触パスは、コンタクト
パッドとフィクスチャのコンタクトとの間で電気接続をなすように協働する、二部品リン
ク機構で形成される。コンタクトの二部品は、ＩＣとボードとの間で信頼性のある電気接
続をなすように一緒に協働する。
【０００６】
　二部品コネクタ組立体は、要素の変形なしに係合位置にピボット運動するように構成さ
れる。変形する構成要素は、繰り返されるライフサイクルと共にそれらの弾力性を失い、
ソケットの接触の減少又は故障につながることがあるので、変形は有利に回避される。本
発明では、コンタクトの第１の部品は、「マウント」と呼ばれ、概して平坦かつ平行な上
面及び下面と、僅かに上方に傾斜した配向を有する丸みのある球根状のキャビティが形成
される側面とを有する。丸みのあるキャビティは、後述のロッカーアームの好ましいパー
チェスに適応する僅かに広がる口を有する実質的に半円形である。丸みのあるキャビティ
は、湾曲したフィンガ状の突出部を通って上側区域に沿って平坦な上面に遷移し、さらに
、その下側区域では下面から離れて上方に傾くリップ部材を画定するように遷移する。リ
ップ部材は、キャビティを画定するその湾曲した上縁を概ねたどるように湾曲した下縁を
有し、上縁と下縁との両方は前方に面する前縁で終端する。
【０００７】
　マウントは、不動のままであるようにプラットフォーム内に固定され、好ましくは、マ
ウントを下のロードボードに僅かに埋め込むために上面よりも上のプラットフォームから
の圧縮予荷重を含む。好ましい実施形態では、マウントには、プラットフォームに押し込
まれて、テスト動作中のマウントの移動を防ぐ、角度のついた背面が形成される。固定さ
れたマウントは、第２の部材、すなわちリンクを受け入れるように機能し、そのピボット
運動の支点のように作用する。
【０００８】
　リンクには、ＩＣの関連するコンタクトパッド（又はピン）との接続を生じる接点とし
て作用する、弓形上面が形成される。弓形上面は、湾曲した上面がその最初のスタンバイ
位置からその係合位置を通して回転する際にＩＣのコンタクトパッドとのスムーズな転が
り接触を維持する湾曲を有する。横方向外方にリンクの弓形上面から離れる方に突き出る
のは、丸みのある先端部につながるネック部を有するロッカーアームである。ロッカーア
ームの丸みのある先端部は、マウントのキャビティと嵌合するように寸法設定され、リン
クのボール・ソケット式のピボット運動を提供する。すなわち、マウントのキャビティ内
に着座されるときのリンクの丸みのある先端部は、ロッカーアームのネックが、キャビテ
ィの口を画定する表面間を、すなわち、リンクがＩＣと下のテストデバイスとの両方と接
触していないスタンバイ位置又は係合解除位置と、リンクがマウントとしっかり接触して
おり、回路が完成される係合位置との間をスイングする際に、丸みのある先端部の端を中
心として回転することができる。
【０００９】
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　ＩＣが存在しないときにリンク部材をスタンバイ位置又は係合解除位置に付勢するため
に、リンク部材の後ろ及び下に細長い弾性エラストマーが配置される。細長い弾性エラス
トマーは、エラストマーを保持するように形状設定されたプラットフォームのキャビティ
に存在する。ＩＣがテストソケットに乗せられるときに、ＩＣのコンタクトパッドが、エ
ラストマーの付勢に抗してリンクの弓形上面を下方に押す。エラストマーは、リンクのロ
ッカーアームを、マウントのキャビティの表面と接触している状態に維持する。ＩＣチッ
プの下方移動の力がエラストマーの付勢を克服する際に、リンクがマウントを中心として
回転することになり、管状弾性部材の横方向の力によって、キャビティ内のロッカーアー
ムの係合が強制的に確立されることになる。マウントは、ロードボード又は他のフィクス
チャの電気コンタクトと嵌合する下面を有し、リンクは、ＩＣコンタクトパッドとしっか
り接触する。したがって、ロッカーアームとマウントのソケットとの相互接続が、ＩＣ　
ＤＵＴと関連するフィクスチャとの間の回路を完成させる。
【００１０】
　エラストマーは、好ましい実施形態では丸みのある第１の角部を有する四角形の外形に
形状設定することができる。エラストマーは、丸みのある角部が上方に面し、リンクと接
触するように、ウェッジ形支持体内に着座される。エラストマーの四角形の形状は、四角
形の全面に対し接線方向のみの接触を生じる円筒形のエラストマーに比べて、確実にリン
クとより大きく接触するようにする。エラストマーは、エラストマーの中央を通る長手方
向の穴を組み込むことによって２段階の力でのみ動作することができる。穴は、エラスト
マーの寿命を犠牲にせずに適合性の範囲を増加させつつ、接続を確実なものにし、かつ、
接触を改善するのに用いることができる、さらなるレベルの力を提供する。リンクがエラ
ストマーと最初に接触するときに、エラストマーは中央に穴があるためにより容易に圧縮
される。したがって、より小さい力がリンクに及ぼされる。しかしながら、エラストマー
の圧縮が穴を閉鎖すると、エラストマーのすべての残りの断面がさらなる圧縮に抗い、こ
れにより、リンクに対する力を増加させる。この増加した力は、最初の接触段階の間にエ
ラストマーが時期尚早に摩耗しない状態で、被テストデバイスと確実により良好に接続す
るようにする。
【００１１】
　本発明のこれらの及び多くの他の特徴は、以下の説明及び図面を参照することで最もよ
く理解されるであろう。しかしながら、発明者のベストモードが説明及び図示されている
が、本発明はどの特定の図面又は説明にも限定されないことが理解される。むしろ、当業
者にはすぐに分かるであろう本発明の多くのバリエーションが存在し得ること、及び本発
明はすべてのこうしたバリエーション及び修正を包含することが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のテストソケットの実施形態の立面斜視図である。
【図２】コネクタ構造体を例示するテストソケットの一部の拡大立面切取図である。
【図３】係合位置にあるリンク及びマウントの拡大断面図である。
【図４】エラストマー及びウェッジ形支持体の分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、その内容が本明細書に組み込まれる米国特許第７，９１８，６６９号で概して
説明されるタイプの集積回路テストソケット４０を例示する。テストソケット４０は、テ
ストソケットをテスト機器上にマウントするために４つまでの位置合わせ穴４２を備える
概して四角形の外形を有する。テストソケット４０のプラットフォーム４４上に、テスト
を受ける集積回路チップ１４を受け入れるために四角形の凹部４６が形成される。上記で
引用した‘６６９特許でより十分に説明されるように凹部４６内に複数の電気コネクタが
形成される。凹部４６にチップ１４が配置されると、テストソケット４０が、例えばハン
ドラワークプレス内に配置され、一体化されたチップのテストに備えてハンドラにクラン
プされてもよい。自動と手動との両方の他の構成も本発明で可能である。
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【００１４】
　図２は、ＤＵＴをテストするのに必要とされる接触を生じるようにテストソケットと協
働する電気コネクタを例示する。テストソケット４０は、ＩＣから電気信号を受信し、信
号の品質、強度、及び他の特性を評価することができる、テスト機器の一部として、パッ
ド１８上に着座される。テストソケット４０の目的は、チップのコンタクトパッドからの
信号を、プラットフォーム１２内の複数のコネクタ組立体５２を介して、下のテスト機器
に電気的に受け渡すことである。各コネクタ組立体５２は、ＩＣが存在しないスタンバイ
位置又は係合解除位置（図３に示す）と係合位置との間でピボット運動し、係合位置は、
コネクタ組立体５２を通じたＩＣ１４とテスト機器パッド１８との間の完成した電気回路
に対応する。ソケット４０のプラットフォーム５４は、図２に示すようにコネクタ５２の
一部がその上面から現れることを可能にする複数のスロット５６を有する。米国特許第７
，９１８，６６９号でより詳細に説明されるように、ＩＣチップ１４がプラットフォーム
５４上に配置されるときに、ＩＣチップ１４のコンタクトパッド７９は、スロット５６か
ら隆起するコネクタ組立体５２の一部と接触し、コネクタ組立体５２を係合位置にピボッ
ト運動させる（図３）。このようにして、ＩＣチップ１４がテストソケットプラットフォ
ーム５４上に配置されるときに電気接触が確実に自動的に確立される。
【００１５】
　電気接続を確立するコネクタ組立体５２は、リンク６２とマウント６０とを有する二部
品組立体である。細長い弾性エラストマー５８が、プラットフォーム５４に収容され、コ
ネクタ組立体５２を係合解除位置に付勢するのに役立つ。マウント６０は、プラットフォ
ーム５４内に保持され、概して平坦な上面及び概して平坦な下面を含む。好ましい実施形
態では、プラットフォーム５４は、マウント６０が下のテスト機器接触面に延びて僅かに
食い込むように、マウント６０を僅かに圧縮するように寸法設定される。下面と上面の間
に、僅かに上方に傾斜した配向を有する横方向に開口したキャビティがある。キャビティ
は、口まで実質的に円形であり、次いで、リンク６２の方に徐々に広がり、キャビティは
、リンク６２の一部を内部に保持するように概して寸法設定される。口の上縁は、湾曲し
たフィンガ状の突出部を通って上面に遷移する。同様に、口の下縁は、突き出るリップ部
材を通って下面に遷移する。リップ部材は、前縁に向けて上方に湾曲する下縁を有する。
【００１６】
　ＩＣがプラットフォーム５４に乗せられるときに、ＩＣの下面が、リンク６２の隆起す
る弓形面と接触し、細長い弾性エラストマー５８の付勢に抗してリンク６２を下に押す。
ＩＣチップ１４が乗せられることで生じたこの下向きの力は、リンク６２がロッカーアー
ムを介してマウント６０を中心としてピボット運動する際に、弾性エラストマー５８の付
勢（リンクを押し上げる）に抗してリンク６２を反時計回りに回転させる。これは係合位
置（図３）であり、したがって、ＩＣチップ１４のコンタクトパッド７９から、リンク６
２の弓形接触面を通り、ロッカーアームを通って、マウント６０への直接フローパスが存
在し、これはロードボード／テスト機器１８の導線７１上に組み込まれ、つながる。次い
で、フローパスが確立されている状態で、ＩＣチップ１４からの信号をテスト機器１８に
よって従来の様態で処理することができる。
【００１７】
　図３は、マウント６０及びリンク６２及び細長い弾性エラストマー５８を例示する。各
マウント６０は、概して平坦な上面７８及び概して平坦な下面８０を含み、好ましい実施
形態では、マウント６０は、マウントを定位置に「トラップする」又は取り込むためにプ
ラットフォーム内の同様の角度のついた面８６と協働する、角度のついた側壁８４を含む
。この角度のついた壁と角度のついた面との協働が、マウント６０を定位置に固定し、マ
ウント６０のどのような押し合いも低減させてコネクタ組立体５２におけるより信頼でき
る接続を確立する。
【００１８】
　マウント６０の下面と上面の間に、僅かに上方に傾斜した配向を有する横方向に開口し
たキャビティ１０６がある。キャビティ１０６は、口まで実質的に円形であり、次いで、
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リンク６２の方に通じる際に徐々に広がり、キャビティ１０６は、リンク６２の一部を内
部に保持するように概して寸法設定される。口の上縁は、湾曲したフィンガ状の突出部１
０８を通って上面７８に遷移する。同様に、口の下縁は、突き出るリップ部材１１０を通
って下面８０に遷移する。
【００１９】
　リンク６２は２つの主要な構成要素を有する。第１の構成要素は、ＩＣがリンク６２に
下向きの力をかける際に上のＩＣ１４との転がり接触を可能にして、リンク６２をマウン
ト６０を中心としてピボット運動させるように形状設定される、上縁に沿った弓形接触面
９６である。リンク６２の第２の構成要素は、球根形の遠位先端部で終端するネック部を
有するロッカーアーム９８である。マウント６０のキャビティ１０６及びロッカーアーム
９８の球根形の遠位先端部は、過度のウォブルなしに制御された様態でマウントのキャビ
ティ内のロッカーアームの円滑なピボット運動を可能にするように相補的に寸法設定され
る。
【００２０】
　チップが存在しないとき、弾性部材５８がリンク６２のロッカーアーム９８をプラット
フォーム１２のスロット５６を通して上方に付勢する。これは係合解除位置又はスタンバ
イ位置であり、接続組立体５２がＩＣチップの受け入れ準備のできた状態である。チップ
１４がプラットフォーム上に配置されるときに、リンク６２が下方に回転し、チップの電
気コンタクト７９とリンク６２との間に接触が生じ、チップからの信号をテストデバイス
にリレーするべくマウント６０とコンタクトパッド７１とテストデバイス６１８との回路
が完成する。
【００２１】
　細長い弾性エラストマー５８は、一方の側部２０６の中間点から反対の側部２０８の中
間点へ部材の上半分にわたって円弧を描く丸みのある上面２０５を有する実質的に四角形
である。エラストマー５８は、丸みのある上面２０５がマウント６０に隣接するリンク６
２に露出された状態でウェッジ形支持体２１０内に着座する。好ましい実施形態では、エ
ラストマー５８は、エラストマー５８内に空隙を確立する長手方向のチャネル又は穴２１
２を含む。これは、コネクタ組立体５２によって圧縮されるときにエラストマー５８の２
段階の収縮を生み出す。最初の段階で、エラストマーは、空隙２１２の存在に起因してよ
り容易につぶれることになり、リンクは中実のエラストマーよりも小さい力で付勢される
ことになる。しかしながら、リンクがエラストマーを圧迫し続ける際に、空隙が、なくな
るまで減少することになり、その後のさらなる圧縮は、エラストマーをつぶすのにより大
きい力を必要とする。空隙が依然として定位置にあるときのエラストマーを圧縮する第１
の段階と、空隙がもはや存在しない又は圧縮応答を減らすのに効果的ではない第２の段階
との、この２段階の圧縮は、付勢の最初の段階の間の過度の摩耗及び歪みを防ぐことによ
ってエラストマーの寿命を延ばす。
【００２２】
　本開示は単なる例証であることが理解され、本発明の範囲を超えずに、細部に、特に部
品の形状、サイズ、材料、及び構成に関して変更が加えられてもよいことがさらに理解さ
れるであろう。したがって、本発明の範囲は、添付の請求項の文言で定義されるとおりで
あり、上述の説明及び図面によってどのようにも限定されない。
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